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Załącznik nr 2 do SWZ  nr DZP.381.034.2022.DWU
	Opis przedmiotu zamówienia
Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Opis oferowanego sprzętu
Parametry oferowane  przez Wykonawcę

	
Mikroskop polaryzacyjny- 1 szt. ( index:  149564)
Optyczny mikroskop polaryzacyjny ze
spektrometrem (reflektometrem) do pomiarów refleksyjnych minerałów

	
1. System musi być wyposażony:
1) Oświetlenie przynajmniej w świetle: odbitym i przechodzącym (nierównocześnie)
2) Techniki obserwacji dla światła przechodzącego przynajmniej: jasne pole (BF) i polaryzacja (POL)
3)  Techniki obserwacji dla światła odbitego przynajmniej: jasne pole (BF), polaryzacja (POL), reflektor SMITHA
4) Optykę w systemie korekcji do nieskończoności
5) Trinokularową tubę:
a) o stałym kącie widzenia 30° z możliwością rozstawu źrenic w zakresie nie mniejszym niż 55 – 75 mm. 
b) o podziale światła co najmniej 3 stopniowym: okular/kamera 50%/50% ; 100%/0% ; 0%/100%, 
c) pole widzenia co najmniej 25 mm,
d) dedykowana do zastosowań polaryzacyjnych
6) Adapter umożliwiający podpięcie dwóch sensorów (np. dwóch kamer)
7) Kondensor: 
a) o aperturze numerycznej przynajmniej 0,9
b) dedykowany do zastosowanie w jasny polu, ciemnym polu, kontrastach fazowych oraz polaryzacji
c) znakowany kolorami w celu łatwej adjustacji apertury numerycznej do użytkowanego obiektywu
8) Lampę do oświetlenia LED o stałej temperaturze koloru 4500k i o czasie żywotności nie mniejszym niż 20 000h
9) Rewolwer obiektywowy przynajmniej 5-o pozycyjny
10)  Okulary o:
a) powiększeniu nie mniejszym niż 10 x
b) polu widzenia nie mniejszym niż 22 mm
c) z możliwością regulacją dioptryjną
11) Obiektywy o klasie nie gorszej niż planachromatyczna i powiększeniu/aperturze numerycznej (NA)/odległości roboczej (WD) nie mniejszej niż:
a) 5x/ 0,12 / 14 mm
b) 10x/ 0,25 / 17,6 mm
c) 20x/ 0,40 / 1,15 mm
d) 50x / 0,75 / 0,50 mm
e) 100x / 0,85 mm / 0,33mm
12)  Układ do polaryzacji:
a) Analizator rotacyjny w zakresie co najmniej 180°                  z naniesioną skalę o podziale co najmniej 5°
b) Polaryzator rotacyjny do światła przechodzącego               w zakresie co najmniej 360° z co najmniej dwoma zaznaczonymi pozycjami: 0° i 90°
c) Kompensator z płytą falową 530 nm
d) Polaryzator rotacyjny do światła odbitego                           w zakresie co najmniej 90° z co najmniej trzema zaznaczonymi pozycjami: 0°, 45° i 90°
e) System do polaryzacji w postaci reflektora SMITHA
f) Układ z płytą ćwierćfalową
g) kondensor z oświetleniem Koehlera z możliwością wymiany głowic
h) Głowica kondensora o aperturze nie mniejszej niż 0,9 dedykowana do polaryzacji
13) Manualny stolik :
a) z możliwością obracania w zakresie co najmniej 360° z systemem zapadkowym typu „clickstop”
b) średnica stolika nie mniejsza niż 178 mm
c) uchwyt do stolika: ▪ z zakresem przesuwu                          w zakresie co najmniej 30 mm x 40 mm
d) możliwością zamontowania szkiełek mikroskopowych o rożnych wymiarach w zakresie co najmniej 50 mm x 50 mm oraz 26 mm x 76 mm
14) Focus przynajmniej 3-stopniowy: 
a) do zgrubnego, pośredniego i precyzyjnego regulowania ostrości o o zakresie ruchu nie mniejszym niż 25 mm
b) o pojedynczym pełnym przesuwie pokrętła do precyzyjnego regulowania ostrości nie większym niż 0,2 mm
c) o pojedynczym pełnym przesuwie pokrętła do zgrubnego regulowania ostrości nie większym niż 3,5 mm

15) Kamera cyfrowa
a) z sensorem CMOS o przekątnej matrycy przynajmniej 8,92mm
b) o rozdzielczości nie mniejszej niż 6,3 MPix
c) z możliwością wyświetlania obrazu w rozdzielczości przynajmniej 3072x2048, z prędkością co najmniej 32kl/s
d) rozdzielczość bitowa przynajmniej 3x12
e) zakres dynamiczny przynajmniej 72dB
f) możliwość podłączenia co najmniej USB 3,1,
g) rozmiar piksela nie mniejszy niż 2,4 μm x 2,4 μm
h) kamera od tego samego producenta co mikroskop zapewniająca kompatybilność systemu
16) Oprogramowanie do obsługi mikroskopu                                      z możliwościami przynajmniej:
a) akwizycji i archiwizacji obrazu z możliwością nanoszenia adnotacji na obrazie na żywo 2D oraz na wykonanym zdjęciu, a także zmiany ustawień
b) Oprogramowanie umożliwiające generowaniem rozszerzonych pomiarów co najmniej w zakresie takich parametrów jak: długość, odległość, pole powierzchni, obwód, średnica, promień, kąty oraz dowolny kształt w obrazie na żywo 2D, na wykonanych zdjęciach, a także na obrazach złożonych – 2D. Wszystkie pomiary musza być skalibrowane, wyświetlane w interaktywnej tabeli i mieć możliwość być wyeksportowane do arkusza kalkulacyjnego lub użyte do bezpośredniego generowania raportów przy wykorzystaniu gotowych szablonów z możliwością ich edytowania do własnych potrzeb.
c) Klucz sprzętowy umożliwiający aktywowanie dodatkowych modułów oprogramowania na dedykowanej stacji roboczej, a także dowolnym komputerze z zainstalowaną podstawową wersją oprogramowania.
d) Oprogramowanie od tego samego producenta co mikroskop zapewniająca kompatybilność systemu.
2. System  musi umożliwić rozbudowę w przyszłości o co najmniej następujące elementy:
1) techniki obserwacji w świetle przechodzącym: kontrast Nomarskiego, 
2) dodatkowe moduły oprogramowania w tym spełniające normy ISO, 
3) układ do obserwacji konoskopowej
4) zestaw komputerowy o parametrach nie gorszych niż:
a) 16GB RAM, DDR4
b) Dysk SSD 512GB
c) DYSK HDD 1TB
d) Procesor Intel i5
e) Dedykowana karta graficzna
f) Monitor nie mniejszy niż 24”




3. Dane techniczne Spektrometru/ Fotometru/ Reflektometru:
1) Reflektometr musi zapewniać pomiar reflektancji                 i współczynnika absorpcji powłok transparentnych oraz minerałów. 
2) Urządzenie ma zawierać spektrometr i źródło światła w obrębie jednej obudowy. System musi zapewniać analizę i zapis otrzymanego widma reflektancji.
3) Wraz z urządzeniem dostarczony musi być C-Mount umożliwiający podłączenie do mikroskopu.
4) Urządzenie musi spełniać wymagania:
a) Praca w zakresie długości fal: co najmniej 400 nm – 850 nm
b) Generowanie widma reflektancji dla zadanego zakresu spektralnego
c) Dokładność pomiaru: nie gorsza niż 2nm lub 0.2%
d) Precyzja pomiaru: nie gorsza niż 0,02nm
e) Stabilność pomiaru: nie gorsza niż 0,05nm
f) Rozmiar plamki: nie gorszy niż 1um dla powiększenia 50x
g) Źródło światła: wbudowana lampa halogenowa
h) Spektrometr o minimalnych parametrach: zakres długości fal: co najmniej 400nm – 850nm
5) System musi umożliwiać współpracę z komputerem poprzez port USB 2.0
6) Oprogramowanie musi dawać możliwość obserwacji zebranego widma, zapisu i analizy oraz umożliwiać prowadzenie pomiarów w sposób ciągły.
7) Oprogramowanie musi posiadać narzędzia pozwalające użytkownikowi na zmianę zakresu spektralnego, z którym pracuje, czasu akwizycji, możliwości zmiany konfiguracji optycznej układu pomiarowego
8) [bookmark: _GoBack]Musi być kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 i umożliwiać sterowanie urządzeniem.
9) Możliwość rozbudowy o następujące elementy:
- zautoryzowany stolik pomiarowy. Zakres mapowania X-Y 100mm
- stolik do pomiarów transmisji.
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